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7. Висновки: 
Наші строгі побудови (у термінах багатомірних розкладань Фур’є багатомодових полів) відкрили 

шлях для створення ефективних спрощених алгоритмів задач про конвертори поляризації. Попутно 
встановлений парадоксальний факт існування небажаних резонансних впливів вищих хвиль у 
нехарактерному для них одномодовому (і навіть у квазістатичному) діапазонах. Перехід у роботі [4] та у 
цьому дослідженні з квазістатичної області до всього одномодового діапазону дозволив на два порядки 
розширити смугу частот пристроїв з високим ККД поляризаційного перетворення. З’ясовано, що 
поляризатори з тонких ґрат мають в оптимумі кращі електродинамічні властивості. То ж треба шукати 
якийсь третій шлях для збереження цих якостей при поліпшенні механічної міцності тонких елементів. 
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Введение 
Отображение текстуры [1] на поверхность является эффективным методом повышения реализма в 

системах машинной графики. Применение текстур позволяет, в первую очередь, моделировать цветовой 
рисунок на поверхностях, а также прозрачность, резкие границы, движущиеся объекты и многие другие 
спецэффекты [2]. Процесс отображения текстурных карт на плоские грани включает два этапа. Первый – 
перспективное преобразование, т. е. вычисление координат текстурной карты (u, v), соответствующих 
координатам (Xs, Ys) пиксела на экране. Второй этап отображения текстуры – фильтрация, необходимая для 
предотвращения элиайзинга (aliasing). В работе [3] описаны MIP-map (пирамидальные) текстурные карты. 
Путем предварительной фильтрации получают набор квадратных текстурных карт с разным разрешением 
для каждого объекта. Каждой текстурной карте ставят в соответствие целочисленное значение так 
называемого уровня детальности (LOD – level of detail, англ.). В зависимости от расстояния до грани и ее 
ориентации выбираются для работы две текстурные карты с соседними уровнями детальности. Критерием 
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выбора является линейный размер проекции пиксела на грань. В данной работе рассматривается вычисление 
координат текстурной карты (u, v) и оценивается точность их вычисления. 

 
Разработка метода 
Линейный размер проекции пиксела на грань может иметь два крайних значения (1) и (2) (рис. 1). 
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Рис. 1. Проекции пиксела 
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где  ( )θ,kF – ограниченный геометрический фактор. 
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Заметим, что LOD не зависит от 0v0u P,P , qzS  задает постоянный LODoffset (3), (4). 
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Поскольку ,1=qzS  наблюдатель видит один тексел 0#LOD  над гранью. Спроецируем 
описанный вокруг пиксела конус с использованием следующих координат (рис. 2). 

 
Рис. 2. Проекция конуса на грань 
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где  LOD  означает наибольшее целое значение, не более LOD . 

Например:   ;0.22.5 =   ;0.22.0 =   ;0.22.999 =  
Далее: 

    ,2P2' LOD
0u
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   LOD

0v
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Теперь оценим необходимую точность вычислений vu, . 
Известно, что 

SqzvuLODvuLOD 2log)','(),( −=  
Определим 
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Оценим необходимое количество бит vu, для заданной точности. 
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0.1log0.0;0.20.1 2 ≤≤≤≤ qzqz mSmS  

Приблизительно будет 
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Используя границы уровней детальности, имеем 
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где  r  – нормализованный горизонтальный диапазон; 
θ  – угол зрения; 
φ  – половина углового размера пиксела. 
Используя следующие соотношения 
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На рисунках 3, 4 и 5 показаны графики зависимостей количества бит текстурных координат от 
нормализованного горизонтального диапазона для максимального и минимального уровней детальности. 

 
 

 
Рис. 3. Графики зависимостей количества бит текстурных координат от нормализованного горизонтального диапазона для 

максимального и минимального уровней детальности (lod (0.25)) 
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Рис. 5. Графики зависимостей количества бит текстурных координат от нормализованного горизонтального диапазона для 

максимального и минимального уровней детальности (lod (0.00488)) 
 
Заключение 
В данной работе разработан метод вычисления текстурных координат. По результатам 

моделирования была получена модель вычисления текстуры. Исследовано влияние точности вычислений на 
качество изображения. Определены критерии точности по вычислению текстурных координат. 
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ВИБІР РЕЧОВИНИ ДЛЯ ПОВІРКИ  
ІНФРАЧЕРВОНИХ ЗАСОБІВ КОНТРОЛЮ ВОЛОГОСТІ 

 
На основі принципу Парето та методу експертних оцінок, обґрунтовано вибір двох речовин для 

створення стандартного зразку вологості, а також встановлено максимальну похибку створення стандартного 
зразку вологості. 

On the basis of principle of Pareto and method of expert estimations, reasonably choice of two matters for 
creation standard the standard of humidity, and also the maximal error of creation standard the standard of humidity is set. 

Ключові слова: засоби контролю вологості, повірка, стандартний зразок вологості, інфрачервоні 
вологоміри. 

 
Вступ та постановка задачі. Інфрачервоні вологоміри, завдяки своїм незаперечним перевагам, все 

більше знаходять застосування для контролю вологості, як в твердих, сипучих матеріалах, та і в рідинах (в 
яких вода є неосновною складовою), наприклад будівельні матеріали, різноманітні зернові, продукти 
харчування і т.д. Але, на жаль, в даний час поки що не розроблені єдині нормативно-правові документи, які 
б регламентували (узагальнювали) вимоги та методику повірки ІЧ-вологомірів. Відсутність єдиних вимог і 
методики повірки значно уповільнює процес впровадження даних вологомірів. Повірка інших типів 
вологомірів регламентується різноманітними документами такими як, ДСТУ, метрологічними 


